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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE  

ET DE LABORATOIRE – 
EXIGENCES RELATIVES À LA CEM – 

 
Partie 1: Exigences générales 

 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 61326-1 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects 
systèmes, du comité d’études 65 de la CEI: Mesure et commande dans les processus 
industriels. 

La série CEI 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision technique. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

65A/456/FDIS 65A/464/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 
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 – 6 – 61326-1   CEI:2005 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de 
mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM: 

Partie1: Exigences générales (les Annexes A et B de la CEI 61326:2002 sont intégrées 
dans le texte de la CEI 61326-1) 

Partie 2-1:  Exigences particulières – Configurations d’essai, conditions fonctionnelles et 
critères de performance pour essai de sensibilité et équipement de mesures 
pour les application non protégées de la CEM (Annexe D de la CEI 
61326:2002) 

Partie 2-2:  Exigences particulières – Configurations d’essai, conditions de fonctionnement 
et critères d’aptitude à la fonction des matériels portatifs d’essai, de mesure et 
de surveillance utilisés dans des systèmes de distribution basse tension 
(Annexe E de la CEI 61326:2002) 

Partie 2- 3:  Exigences particulières – Configurations d’essai, conditions de fonctionnement 
et critères d’aptitude à la fonction pour les transducteurs avec conditionnement 
de signal intégré ou à distance (comprend l’Annexe F de la CEI 61326:2002) 

Partie 2-4:  Exigences particulières – Configurations d’essai, conditions de fonctionnement 
et critères d’aptitude à la fonction pour les dispositifs de surveillance d’isolation 
en accord avec la CEI 61557-8 et pour les équipements de localisation de 
défaut d’isolation en accord avec la CEI 61557-9 (nouveau) 

Partie 2-5:  Exigences particulières – Configurations d’essai, conditions de fonctionnement 
et critères d’aptitude à la fonction pour les dispositifs en exploitation avec des 
interfaces en accord avec le profil 3/2 de la Famille 3 de profils de 
communication (nouveau)  

Partie 2-6:  Exigences particulières – Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)  
(nouveau) 

Partie 3-1:  Exigences d’immunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécuter 
des  fonction en relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) – Applications 
industrielles générales (le contenu du Tableau 2 de la CEI 61326:2002 est 
incorporé dans la CEI 61326-3-1).  

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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INTRODUCTION 

Les instruments et équipements entrant dans le domaine d’application de cette norme 
peuvent souvent être très dispersés géographiquement et doivent fonctionner dans une large 
plage de conditions environnementales. 

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre 
matériel, installé à proximité, soit soumis à l'influence du matériel considéré. Les limites sont 
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEI et du Comité International Spécial 
des Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents. 

Toutefois, le matériel est appelé à fonctionner sans dégradation excessive dans un environ-
nement électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité indiquées dans la présente 
norme ont été choisies à partir de cette hypothèse. Les risques particuliers, dus par exemple 
à des coups de foudre proches ou directs, à l'ouverture d'un circuit ou à un rayonnement 
électromagnétique exceptionnellement élevé dans les environs proches, ne sont pas 
couverts. 

Les systèmes électriques et/ou électroniques complexes nécessitent tout au long de leur 
conception et de leur installation une planification de la CEM prenant en compte l'environ-
nement électromagnétique, les prescriptions particulières et la gravité des pannes. 

Cette partie de la CEI 61326 spécifie les exigences relatives à la CEM qui sont généralement 
applicables à tout équipement entrant dans son domaine d’application. Pour certains types 
d’équipement, ces exigences seront augmentées ou modifiées par les exigences particulières 
d’une ou plusieurs des parties de la CEI 61326-2. Il convient de lire celles-ci en conjonction 
avec les exigences de la CEI 61326-1. 
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MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE  
ET DE LABORATOIRE – 

EXIGENCES RELATIVES À LA CEM – 
 

Partie 1: Exigences générales 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 61326 énonce les exigences relatives à l'immunité et aux 
émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les matériels électriques 
fonctionnant à partir d'une source d'alimentation inférieure à 1 000 V en courant alternatif ou 
1 500 V en courant continu ou à partir du circuit mesuré, prévus pour un usage professionnel, 
pour les processus industriels et pour l'enseignement, comprenant les matériels et les 
dispositifs informatiques pour: 

– la mesure et les essais; 
– la commande; 
– les laboratoires; 
– les accessoires prévus pour être utilisés dans les cas mentionnés ci-dessus (par exemple 

matériel de manipulation échantillons), 
dans un usage en milieu industriel ou non industriel. 

Les dispositifs informatiques et les matériels similaires entrant dans le domaine d'application 
des appareils de traitement de l'information (ATI) et répondant aux normes de CEM des ATI 
peuvent être utilisés dans les systèmes entrant dans le domaine d’application  de la présente 
partie de la CEI 61326, sans essai supplémentaire s’ils sont adaptés à l’environnement 
électromagnétique prévu. 

Les normes produits de cet ensemble de normes ont préséance sur les normes génériques. 

Les matériels cités ci-après entrent dans le domaine d'application de la présente norme. 

a) Matériels électriques de mesure et d'essai 
 Matériels électriques permettant de mesurer, d'indiquer ou d'enregistrer une ou plusieurs 

grandeurs électriques ou non électriques, et également des matériels qui ne sont pas 
des matériels de mesure, tels que générateurs de signaux, étalons, alimentations et 
transducteurs. 

b) Matériels électriques de commande 
 Matériels servant à commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune 

de ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation 
locale ou à distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend 
les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que: 
– les régulateurs et contrôleurs de processus; 
– les automates programmables (AP); 
– les blocs d'alimentation des matériels et des systèmes (centralisés ou spécialisés); 
– les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques; 
– les instruments de processus; 

– les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
IEC 61326-1:2005

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/7da265c1-062d-49af-b58e-f46b2eb87e68/iec-61326-1-2005

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/7da265c1-062d-49af-b58e-f46b2eb87e68/iec-61326-1-2005


 – 12 – 61326-1   CEI:2005 

c) Matériels électriques de laboratoire 
 Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contrôler ou d'analyser des substances, 

ou servant à préparer diverses matières et incluent les équipements de diagnostic in vitro 
(IVD). Ces matériels peuvent être aussi utilisés dans des emplacements autres que des 
laboratoires, par exemple des équipements IVD d’auto-diagnostics pouvant être utilisés à 
domicile. 

Cette norme s’applique aux:  
– matériels pour une utilisation privée, commerciale ou dans un environnement industriel 

léger, en accord avec la CEI 61000-6-1; 
– matériels utilisés sur les sites industriels; 
– matériels utilisés dans les laboratoires ou dans les zones d’essai et de mesure en 

environnement électromagnétique contrôlé; 
– matériels d’essai et de mesure portatifs. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: 
Compatibilité électromagnétique 

CEI 61000-3-2:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites 
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <= 16 A par 
phase) 

CEI 61000-3-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites – Limitation 
des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux 
publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné <= 16 A par 
phase et non soumis à un raccordement conditionnel 

CEI 61000-3-11:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-11: Limites – Limita-
tion des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les 
réseaux publics d'alimentation basse tension – Equipements ayant un courant appelé <= 75 A 
et soumis à un raccordement conditionnel 

CEI 61000-3-12:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-12: Limites – Limites 
pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics 
basse tension ayant un courant appelé >16 A et <=75 A  par phase 

CEI 61000-4-2:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques    

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai 
et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves   

CEI 61000-4-5:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc 
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CEI 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai 
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs 
radioélectriques 

CEI 61000-4-8:1993,Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-8: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau   
Amendment 1 (2000) 

CEI 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-11: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations 
de tension 

CEI 61000-6-1:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques 
– Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère  

CISPR 11:2003, Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radio-
électrique – Caractéristiques de perturbations électromagnétiques – Limites et méthodes de 
mesure  

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 60050-
161 s'appliquent ainsi que les définitions suivantes. 

D'autres définitions, qui ne se trouvent ni dans la CEI 60050-161 ni dans la présente norme 
mais qui sont néanmoins nécessaires à l'application des différents essais, sont données dans 
les publications de base de la série CEI 61000. 

3.1 
essai de type 
essai de conformité réalisé sur un ou plusieurs échantillons représentatifs d’une production 
(IEV 151-16-16) 

3.2 
accès 
interface particulière du dispositif ou du système spécifique avec l'environnement 
électromagnétique extérieur et entrant dans le domaine d’application de la CEI 61326 (voir à 
la figure 1 un exemple de matériel en essai (EST)) 

NOTE Les accès E/S sont des accès d'entrée, de sortie ou bidirectionnels, de mesure, de commande ou de données. 

EST

Accès par l'enveloppe

Accès par la borne de terre

Accès E/S

Accès par l'alimentation c.a.

Accès par l'alimentation c.c

IEC   1119/98  
Figure 1 – Exemples d'accès 
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